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Zusammenfassung des Vortrags / Abstract 
 

Bruker ermöglicht es Wissenschaft und Industrie, bahnbrechende Entdeckungen zu 
machen und neue Anwendungen zu entwickeln, die die Lebensqualität der Menschen 
verbessern. Die leistungsstarken Instrumente und hochwertigen analytischen und 
diagnostischen Lösungen von Bruker ermöglichen es Materialien auf elementarer, 
molekularer, und besonders auch auf mikroskopischer Ebene zu erforschen – so wie auch 
jene Materialien, welche in Lebensmittelverpackungen eingesetzt werden. 
 
Die Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (FT-IR) in Kombination mit Mikroskopie stellt 
ein leistungsfähiges Werkzeug zur Analyse sehr dünner Schichten in der 
Lebensmittelverpackungstechnik dar. Besonders bei modernen, mehrschichtigen 
Verbundmaterialien ist die genaue Identifikation und Charakterisierung einzelner 
funktioneller Schichten – wie Sauerstoff- oder Wasserdampfbarrieren – von zentraler 
Bedeutung für Produktschutz, Haltbarkeit und Recyclingfähigkeit. Die FT-IR-Mikroskopie 
ermöglicht eine ortsaufgelöste Analyse mit hoher spektraler und räumlicher Auflösung, 
wodurch selbst wenige Mikrometer dünne Schichten detektiert und chemisch zugeordnet 
werden können. Diese Technik ist besonders hilfreich bei der Qualitätskontrolle, bei 
Schadensanalysen sowie bei der Verifizierung von Materialzusammensetzungen im 
Hinblick auf regulatorische Anforderungen. Der Einsatz von ATR-Mapping und 
Transmissionsmessungen erlaubt dabei eine präzise Untersuchung von Schichtgrenzen 
und Materialverteilungen. Der Vortrag beleuchtet aktuelle Anwendungsfelder, methodische 
Herausforderungen und zukünftige Perspektiven der FT-IR-Mikroskopie zur 
Charakterisierung dünner Schichten in der Lebensmittelverpackung. 
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